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Визуализация микроразмерных областей неоднородностей в кристаллах является 

методически сложной задачей. Для изучения свойств таких кристаллов необходим 
комплекс методов неразрушающего контроля, пригодных для выявления микро- и 
наноразмерных областей и локального измерения физических параметров. 
Полосчатая структура кристаллов лангаситов, обусловленная переменным вдоль оси 
роста химическим составом, является подходящим объектом для адаптации методов 
наноиндентирования, интерферометрии, рентгеновской дифракции и топографии. 

С помощью интерферометра в кристаллах лангасита и лангатата выявлено 
несколько масштабов периодической структуры с шагом по оси роста Δz~200 и ~60 
мкм. Аналогичный результат (~250 и ~70 мкм) получен методом рентгеновской 
топографии для лангатата. Более широкие полосы (Δz > 500 мкм), наблюдаемые 
обоими методами соответствуют напряженным зонам, что подтверждается 
изображением кристалла в поляризованном свете. Флуктуации параметра решетки в 
полосах с точностью не хуже чем 10-4 измерялись методом двухволновой 
рентгеновской дифракции при сканировании вдоль оси роста с шагом ~100 мкм. 

Модуль упругости измерялся нанотвердомером Супернаноскан с шагом 4.5–1 
мкм. При упругом контакте образца и алмазного индентора, колеблющегося 
изначально с частотой f~10 кГц, наклон кривых подвода Δf2(h) характеризует модуль 
упругости материала (h – глубина контакта). Кривые подвода измерялись на в 
зависимости от координаты для разных ориентаций кристалла лангасита. Оказалось, 
что даже в пределах окна 100×100 мкм и при выборке более 300 измерений наклон 
кривых подвода для X- и Y-срезов статистически распределен около двух значений и 
имеет среднеквадратичное отклонение 12–13%. Для Z-среза, нормального к 
направлению роста, отклонение в 2 раза меньше. Уровень разброса, определяемого 
методикой, проверялся на эталонном материале плавленом кварце и составило всего 
лишь 1.5% при такой же выборке. Таким образом, разброс значений в кристалле 
лангасита обусловлен его неоднородной структурой. Анализ колебаний значений 
около средней по области сканирования величины выявил не зависящий от шага 
сканирования полупериод повторения 6-8 мкм. Достичь такого пространственного 
разрешения рентгеновскими и оптическими методами сложно. 
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